
日本天文学会2004年秋季年会

W43a 50µmピッチガス電子増幅フォイルの開発とX線偏光計への応用
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X線観測における偏光の測定は、新しい物理量で宇宙を見ることであり、宇宙物理に新たな分野を開拓する切
札になると期待されている。しかし、主に技術的な困難で、これまでほとんど観測が行なわれてこなかった。わ
れわれは、光電子が入射X線の電場ベクトルの方向に放出されやすいという性質を用いた、光電子追跡型の偏光
計開発をめざしている。同様の偏光計は、京都大学や山形大学、NASA/GSFC(米)や Pisa大学 (伊) で精力的に
開発が続けられているが、技術的に最大の困難は、光電子の飛距離がきわめて短い (Ne ガスに 5keV のX線を入
射させた場合、500µm程度)ことである。われわれは、微細な二次元の飛跡情報を保持したまま信号増幅できる
デバイスとして、1997年に CERN で開発されたガス電子増幅フォイル (GEM)を用いることにした。
GEMの標準的な製作方法 (ウエットエッチング)で加工すると、100µm程度のピッチが技術的な限界で、電子飛
跡を追跡するには不十分であったので、独自のレーザー加工技術を用い、世界最小のピッチ (50µm)を持つGEM
の開発をおこなった。このGEMの基本特性を測定したところ、ウエットエッチングで製作したGEMに比べ、同
等以上の電子増幅度を持ち、二倍以上放電しにくいことがわかった。GEMを二枚重ねで用いた場合、105以上の
電子増幅度を、放電すること無しに得ることができる。
本講演では、レーザー加工を用いて製作したピッチ 50µm、100µm、140µm のGEM について、印加電圧と電
子増幅度、放電特性を報告し、CERNで製作された標準的なGEMとの比較をおこなう。これらの GEM を利用
した独自の偏光計開発や、NASA/GSFC、Pisa 大学と共同での偏光計開発の状況についても報告する。


